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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
COMITE INTERNATIONAL SPECIAL DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites —
Incertitudes de mesure CEM

AVANT-PROPOS

Guides (ci-aprés dénommés "Publlcatlon(s) de la CEI" ) Leur elab
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, €

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI
du possible, un accord international sur lg

3) Les Publications de la CEl se présentent so
comme telles par les Comités nationaux de ja

4) Dans le but d'encourager '
mesure possible, a appliq

6) Tous les utilisateur

7) Aucune responsaliN
mandataires, y
nationaux de

9) L’attention est aitirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CISPR 16-4-2 a été établie par le sous-comité A du CISPR : Mesures
des perturbations radioélectriques et méthodes statistiques.

Cette premiere édition de la CISPR 16-4-2 annule et remplace la CISPR 16-4 publiée en 2002.
Elle contient les articles de la CISPR 16-4 sans modifications de leur contenu technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling —
Uncertainty in EMC measurements

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in the els
this end and in addition to other activities,
Technical Reports,

andardization comprising

between any IEC Publicatio
the latter.

members of its te i mi National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of\ an 3 whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

patent rlghts EC shal notbe held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 16-4-2 has been prepared by CISPR subcommittee A: Radio
interference measurements and statistical methods.

This first edition of CISPR 16-4-2 cancels and replaces the first edition of CISPR 16-4
published in 2002. It contains the clauses of CISPR 16-4 without technical changes.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

e replaced by a revised edition, or
e amended.
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INTRODUCTION

Les publications CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 et CISPR 16-4 ont été réorganisées en
14 parties, dans le but de pouvoir gérer plus facilement leur évolution et maintenance. Les
nouvelles parties portent de nouveaux numéros. Voir la liste donnée ci-dessous.

Anciennes publications CISPR 16 Nouvelles publications CISPR 16

CISPR 16-1-1 Appareils de mesure

Appareils de mesure
des perturbations
radioélectriques é
et de I'immunité
aux perturbations
radioélectriques

CISPR 16-1-2 Matériels auxiliaires — Perturbations conduites

CISPR 16-1 CISPR 16-1-3 Matériels auxiliaires — Puissan erturbatrice

‘ CISPR 16-1-4 Matériels auxiliaires — Pert ations ra nnées

S;

Emplacements d'essai r 'étalgnnage de
CISPR 16-1-5 antennes de 30 MH% Q\\
/ CISPR 16-2-1 Mesures des Ms&}u\es
—
2

Méthodes de mesure
CISPR 16-2 | des perturbations et <
de l'immunité

CISPR 16-2-2 Mesure de la p ssanc\s& tric

CISPR 16-2-3 MesureQesN ba&ﬂqayon}\ees
unhe

CISPR 16-2-4 WI

 CISPR 16-3 (Rap(zmis tec qué\d\c /s)PR
CISPR 16-4-(1/\ WtﬁdWanQKessals normalisés en CEM

C§Q‘\’ 1@3 >Incer&tudéidle IMmentation de mesure
on&Wtatistiques dans la détermination
R 164- conformité CEM des produits fabriqués en
\gran ombre
CISPR 16-4 | Incertitudes dans ISPR 1644 i_ ques des plaintes pour le calcul
les mesures CI{(\\(‘\ s limites

Des informatio
"npuvelle" CIs

Rapports et
CISPR 16-3 | recommandations
du CISPR

AN\

la relation entre I' "ancienne" CISPR 16-4 et la
le tableau qui suit cette introduction (TABLEAU
ISEES).

Les spécifications\de Is de_mesure sont données dans les cing nouvelles parties de la
CISPR 16-1 cthodes de mesure des perturbations radioélectriques sont
désormai gdatre nouvelles parties de la CISPR 16-2. Différents rapports
avec d le contexte du CISPR et sur les perturbations radioélectriques en

ns/la CISPR 16-3. La CISPR 16-4 contient des informations relatives
tatistiques et a la modélisation des limites.

général sont dolynes da
aux incertitudes, aux

La CISPR 16-4 est constituée des quatre parties suivantes, sous le titre général Spécifications
des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité
aux perturbations radioélectriques — Incertitudes, statistiques et modélisation des limites:

e Partie 4-1: Incertitudes dans les essais normalisés en CEM,

e Partie 4-2: Incertitudes de mesure CEM,

e Partie 4-3: Considérations statistiques dans la détermination de la conformité CEM des
produits fabriqués en grand nombre,

o Partie 4-4: Statistiques des plaintes pour le calcul des limites.
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CISPR 16-1, CISPR 16-2, CISPR 16-3 and CISPR 16-4 have been reorganised into 14 parts,
to accommodate growth and easier maintenance. The new parts have also been renumbered.

See the list given below.

Old CISPR 16 publications

—-7-

INTRODUCTION

New CISPR 16 publications

CISPR 16-1-1 Measuring apparatus
Radio disturbance % CISPR 16-1-2 Ancillary equipment — Conducted disturbances
CISPR 161 eranneda;mup;nugnlty é?: CISPR 16-1-3 | Ancillary equipment — Disturbance power
apparatus \ CISPR 16-1-4 Ancillary equipment — Radi ted dlst bances
Antenna calibration testsites fof
CISPR 16-1-5 | 1SN0 O K ‘?K’\
/ CISPR 16-2-1 Conducted dist ba%:{z Nme ts
Methods of i
CISPR 16-2 | measurement of </' CISPR 16-2-2 Measuremenf\ofd@m{a\:c poW\ )
disturbances and ? CISPR 16-2-3 Radiate{M&ncWasur&qents
immunit;
Y CISPR 16-2-4 | Impaumity iheasuroigen
CISPR 16-3 /éISF/’KteCWaI\PQ;QrtS >
CISPR 16-4 Uncertainties in tandMsed EMC tests
Reports and / 7\ \Unghrizinges st
CISPR 16-3 | recommendations < /C}S{DR 18~ Meas{ure@i stpdmentation uncertainty
of CISPR \
tatiSWderations in the
CISPR 1§- termination’of EMC compliance of mass-
produced products
CISPR 16-4 | Uncertainty in EMC tisp S of co_mplaints and a model for the
measurements \Ql lation of limits

CISPR 16-4-2 is
REFERENCES).

reports with
are given in

disturbance and_im
limit modelling:

nity measuring apparatus and methods - Uncertainties, statistics and

e Part 4-1: Uncertainties in standardised EMC tests,
e Part 4-2: Uncertainty in EMC measurements,

e Part 4-3: Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-
produced products,

e Part 4-4: Statistics of complaints and a model for the calculation of limits.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES CROISEES

Premiére édition de la CISPR 16-4 Premiére édition de la CISPR 16-4-2
Articles Articles

1 1

2 2

3 3

4 4

Annexe Annexe

A A

@%
N
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TABLE RECAPITULATING CROSS-REFERENCES

First edition of CISPR 16-4 First edition of CISPR 16-4-2
Clauses Clauses

1 1

2 2

3 3

4 4

Annex Annex

A A

@%
N
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SPECIFICATIONS DES METHODES ET DES APPAREILS
DE MESURE DES PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES ET
DE L'IMMUNITE AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES -

Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites —
Incertitudes de mesure CEM

1 Domaine d'application

La présente partie de la CISPR 16 est une norme fondamentale qui spécifjeta maniére dont il
faut prendre en compte les incertitudes de mesure lors de la déterminatijon deNa conformité
aux limites du CISPR. Cela s'applique également a tous les esgai Qrsque les
interprétations des résultats et les conclusions peuvent étre influer i ce 'tude de

de prendre en
exe A n'est pas
lors des calculs

compte les incertitudes individuelles dans la chaine de
destinée a étre un modéle de manuel d’utilisateu

méthodes de mesure sont couvertes pa mations complémentaires sur
les perturbations radioélectriques et sur données dans la CISPR 16-3.
Les autres parties de la CISPR 16- iel des informations complémentaires sur

Les documents
document. Pour tesAfé
datées, la derniére
amendements).

CISPR 16-1¢(tou ' Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbatj t CHrig ét de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Appareils
bations radioélectriques et de [I'immunité aux perturbations
rad/oe/ectr ques

CISPR 16-2 (toutes™es parties), Spécifications pour les appareils et méthodes de mesure des
perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Méthodes
de mesure des perturbations et de I'immunité

CISPR 16-3, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 3: Rapports
techniques du CISPR

CISPR 16-4-1, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-1: Incertitudes,
statistiques et modélisation des limites — Incertitudes dans les essais normalisés en CEM

CISPR 16-4-3, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-3: Incertitudes,
statistiques et modélisation des limites — Considérations statistiques dans la détermination de
la conformité CEM des produits fabriqués en grand nombre
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SPECIFICATION FOR RADIO DISTURBANCE AND IMMUNITY
MEASURING APPARATUS AND METHODS -

Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling —
Uncertainty in EMC measurements

1 Scope

This part of CISPR 16 is designated a basic standard, which specifies the marner in which
measurement uncertainty is to be taken in to account in determining gompliance with CISPR

The following reference
For dated references

of the referenced do

for radio disturbance and immunity measuring apparatus
e and immunity measuring apparatus

CISPR 16-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 3: CISPR technical reports

CISPR 16-4-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling - Uncertainties in
standardised EMC tests

CISPR 16-4-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in
the determination of EMC compliance of mass-produced products
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CISPR 16-4-4, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 4-4: Incertitudes,
statistiques et modélisation des limites — Statistiques des plaintes pour le calcul des limites
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CISPR 16-4-4, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling — A model for the calculation
of limits
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